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Komposiittikalvosta muodostettava kosteuseste paristossa olevaa testilaitetta varten

Fuktbarriar av kompositfilm for testanordning i batteri

(57) Tiivistelmd - Sammandrag

Keksinndn kohteena olevalla valoa lapaise-
valla kosteusesteelld (60) voidaan estaa
kosteutta tuhoamasta kosteudelle herkkaa
kennon sisaltamaa kennon kunnon testilai-
tetta (10). Se muodostetaan useista hyvin
ohuista amorfisista piinitridikerroksista
ja vett& hylkivistad fluorihiilipolymeeri-
kerroksista, jotka asetetaan joustavan po-
lymeerisubstraatin (20, 16, 18, 14, 12)
paalle. Kerrokset muodostetaan substraa-
tin padalle esimerkiksi ionipommituksella.
Kaikkien yvksittaisten kerrosten paksuus on
alle yhden mikronin.

Med en genomskinlig fuktbarridr enligt uppfinningen kan
man forhindra att fukt forstor en fuktkanslig testanord-
ning for cellkonditionen i en cell. Den bildas av flera

mycket tunna amorfa kiselnitridskikt och vattenavstotan-

de fluorkolpolymerskikt placerade pa ett flexibelt poly-

mersubstrat (20,16,18,14,12). Skikten formas pa en

substratet tex. medelst ett jonbombardemang

(sputtring). Tjockleken hos varje enskilt skikt ar under en

mikron.
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